Le Traitement des Spectres WDS en Microanalyse X par Sonde
Electronique
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Cristaux utilisés en WDS en fonction des raies o et B des éléments a analyser. ’Fluorure de

Lithium, ®Pentaérythriol C;H,,0,, PPhtalate Acide de Thallium CyH,O,T1, “domaine d’analyse

calculé pour un angle de Brage compris entre 13° et 55°.

Nom du 2d Domaine d’analyse Raies X analysables (ordre 1)
Cristal (nm) Longuenr d’onde (nm) | Energie (kel”) Raie K Raie I. Raie M
LiF M 0.4026 0.08 a 0.33 14.76 a 3.75 ScaSr TeaU | ><
PET ® 0.874 0.18a0.72 6.81a1.73 Sia Fe Sra Ho Wau
TAP ® 2.575 0.54a2.11 2.31a0.59 FaP MnaMo | LaaHg
PC1(W/Si) 6.100 1.83a4.42 0.68 a 0.28 C,N,O,F K aNi LaaCe
PC2 (Ni/C) 9.500 2.36 a 6.74 0.53a0.19 B,C, N, O SacCr >
PC3 (Mo/B4C) 14.000 3.10a11.62 0.40 a 0.10 Be, B Sia Sc >
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|dentification des Pics

La Premiere Etape de I'ldentification des Pics d’'un Spectre Consiste a.
1)Détection des Pics Présents @ |y > | tong + 30 fond

e Ultilisation du spectre brut

e Lissage du spectre 2m+1 canal ® s =0, /v2m+1 = distorsion du spectre
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Identification des Pics

2) Indexation automatique des pics détectés :
Ka, KB, La, LB, Ma, MB, Ly, Ly2, Lys, Lya, LB2, LB3, LBa, LBe, LB7, LB9, LB10, LI, LN, My, Mz
3) Tester la cohérence des pics identifiés en appliquant des filtres

= présence d’au moins une raie majeure principale, i.e. une raie K, L ou M, a ou 8, d’'ordre un

= ['ordre n implique I'ordre n-1

» Eo> EL une raie M implique la présence d’une raie L, Eo> Ex une raie L implique la présence d’une
raie K

= une raie 3 implique la présence d'une raie a ; une raie y implique la présence d'une raie o et 3 etc..



|ldentification des Pics

L’identification des pics peut étre complétée par un test sur l'intensité des raies identifiées.

A ce stade chaque élément est caractérisé par une raie majeure principale.
A partir de l'intensité mesurée de la raie principale d’un élément, on peut calculer, les intensités des raies de la méme série.

La comparaison entre intensité calculée et mesurée permet d’infirmer ou de confirmer une identification de pic.

Tableau 3 - Intensités relatives de raies L pour quelques éléements (d'aprés [7]) (1)

Er‘nis&io-n 215“: zgc:l.l 37 213 ﬂ.EHh 53] EEGE Eﬂ-G{I ?T]I' a2 Pt QEU
iy 100 1080 100G 100 100 100 100 100 100 100
iy 1 11 11 11 11 11 11 11 1 1
il B 5 45 4 53 B3 ER k2 47
o 5 17 1= 20 21 22
g 24 4 4 G 14 13 12 3 &

4 12 2 2 3 9 4 8 7 &
Fg 0,17 0,14 1 2
g 0,91 .58 051 0,76 091 1 1 1 1
iy 0,02 0,04 .14 018 0,19 0,25 0,31
g Q.01 0,02 .04 0,10 0,32 0,37 0,45 0,567 049
i 3 a2 9 10 10 10

b 032 0,70 2 2 2 1

b .58 1 3 3 3 2

| .54 0,80 0,85 0,71

i 4 021 0.24 0,24 0,34 0,35 0,37 0,36 0,34
T, 0,09 0,07 0,86

i 0o [N 0.0k 006 0o 0o

i a2 & 4 4 4 4 4 5 5 &
il 45 2 1 1 1 1 1 1 1

(17 Valeura galeulées en supposant une distribution de lacunes dans les sous-couches Ltelle quely =14 L, = 114 L5 = 1/2, st pour A = 0,08 nm.



Simulation de Spectres
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Simulation de Spectres

Fitting mathématique d’un pic

Forme d’une raie = Fonction Pseudo-Voigt
P(E) = k x G(E) + (1-k) x L(E) + B(E) (k<1)

“G(E) : Gaussienne «fity le sommet du pic

E—-E, ) ? (cste>0)
FWHM

cL(E) : Lorentzienne «fit» le bas du pic
I

GE) =1, X exp|:— cste(

max

L(E) = .
1+[2(E-E, )/ FWHM|

“B(E) : Fond continu
“Pseudo Voigt : bonne approximation avec k=0.57



Simulation de Spectres
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Simulation de Spectres

Largeurs a mi-hauteur
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Simulation de Spectres
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